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Технология газовых кластерных ионов получила активное развитие в последние два десятилетия как в области модификации поверхности, так и в качестве аналитических методов.
Угловые распределения распылённых атомов являются важной характеристикой, изучение которой позволяет судить о механизмах взаимодействия кластеров с твёрдым телом. Общеизвестны «латеральные» угловые распределения распылённых атомов, которые характеризуются максимумом при больших углах от нормали к поверхности мишени.
В данной работе были экспериментально получены угловые распределения атомов меди и вольфрама, распылённых кластерами Arn, Krn, и Xen. Показано, что угловые распределения могут отличаться от латеральных.  	
Для детального изучения механизмов формирования угловых распределений проведено компьютерное моделирование молекулярной динамики. Изучены зависимости процесса передачи энергии от кластера атомам мишени и угловых распределений от сорта атомов кластера и мишени, а также от энергии и размера кластера.
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